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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
TROISIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES AU TANTALE

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comltes d'Etudes ou sont

peppg_spnfps tous les Comites £ Sressa o anest
expriment dans la plus grande mesure p0331ble un accord '{terna~'
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations intepnabioha
agreees comme telles par les Comités nationaux

3) Dans
voeu

natigdg

CEI ¢
étre

La préser
Condensaf]

Le texte

Pour de 7
ment ionng

Le numérc

le but d'encourager l'unification interné
que tous les Comités nationaux adopten

te norme a été
eurs et résis

de cette norm cuménts suivants:

©< egl%l%(s Rapports de vote

40(BC)667
4 BC)598 40(BC)6U46
BC)599 4o(BC)6UT

QC qui figure sur la page de couverture de la présente publica

e le

ignales
iltions

e la
sible,

spondants

tion est

le numéro de spécification dans le Systeme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).

La présente norme remplace la Publication 384-3 (1976) de la CEI:
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques.
Troisiéme partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs
chipses au tantale. Choix des méthodes d'essai et régles générales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 3: SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED TANTALUM CHIP CAPACITORS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a—specia interest—therein—are epresented eXpPPress S=RE
possible, an international consensus of
with.

2) They have the form of recommendations for internatiopall\use
acceptg¢d by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification,
wish that all National Committees should adop

indicaf

This stang
Capacitory

The text ¢

Reports on Voting

40(C0)667
4o(CO)646
40(CO) 64T

Further it i e found in the relevant Reports on Votiné indicq
the table

ns

ted in

The QC number” that appears on the front cover of this publication is

the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

This standard replaces IEC Publication 384-3 (1976): Fixed Capacitors
for Use in Electronic Equipment, Part 3: Sectional Specification:
Tantalum Chip Capacitors. Selection of Methods of Test and General
Requirements.
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1.1

1.2

1.3

6 —

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS E
TROISIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIA
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES AU TANTALE

SECTION UN - GENERALITES

Généralités

Domaine d'application

Cette norme est applicable aux condensateurs chips

384-3 © CEI

LECTRONIQUES
IRE

es au tantale a

3 8tre montés directement sur des substrats pour
ou en surface des cartes imprimées.

Elle concerne deux modéles: le modeéle I, co
modele II, condensateurs non enrobés.

Objet

condensateur. Les sévéribés W exigenc
vent &tre d'un
ication int

condensateurs.

condensateurs.
Modification No. 1 (1967)
Modification No. 2 (1977)

mécanique.

électrolyte solide. Ces condensateurs sont destine

Codes pour le marquage des résistances et dep

pr 01paﬁement
iﬁé\&i\rides

ds, et le

préférentielles
982) de
les methodes d'essai

et de mesure et de fix® S gendes’ générales pour ce typd de

es prescritles dans
niveau eggl ou
ermédiaire,| un niveau

Séries de valeurs normales pour résistances pt

Essais fondamentaux climatiques et de robustpsse

Publication 384-1 (1982)}: Condensateurs fixes utilisés dans les équipepents

£ 4 K
CICLTLIOIMIguUesS—

Modification No. 2 (1987)
Modification No. 3 (1989)

Publication 384-3-1 (1989): Troisi®me partie: Spécification particulidre-cadre:

Condensateurs fixes chipses au
d'assurance E.

tantale. Niveau

Publication 410 (1973): Plans et rdgles d'échantillonnage pour les contrOles

par attributs.

Publication QC 001001 (1986): R3gles fondamentales du Systdme CEI d'assurance de
la qualité des composants électroniques (IECQ).

Publication QC 001002 (1986): R&gles de procfdure du Systdme

CEI d'assurance de la

qualité des composants électroniques (IECQ).
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 3: SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED TANTALUM CHIP CAPACITORS

SECTION ONE - GENERAL

1. General
1.1 Scope
This standard is applicable to tantalum solid electrolyte capacjitor

chips. These capacitors are primarily intended to be irectly
bn to substrates for hybrid circuits or on to prin

[T, unprotected capacitors.

1.2 Pbject
[he object of this standard is to prg ratings apd cha-
. pacteristics and to select from IEC P i 4 (1982), the
hppropriate quality assessment proced sts_and measuring pethods
and to give general perf ) equ fiaqy” this type of capaci-
Lor. Test severities and i escribed in detail specifica-

Lions referring to this sect
nigher performance level,( because
bermitted. <i::>

1.3 Related documen

on shall be of equil or
ower \performance levels are fot

[EC PubquatLpns:

Publications 6 ing Codes for Resistors and Capacitors.

Preferred Number Series for Resistors
and Capacitors.

Amendment No. 1 (1967)

Amendment No. 2 (1977)

Publicatio!

Basic Environmental Testing Procedures.

Publication™384-1 (1982}: Fixed Capacitors for Use in Electronic

Equipment.

I’

Amendment—No—2— 1987
Amendment No. 3 (1989)

Publication 386-3-1 (1989): Part 3: Blank Detail Specification.
Fixed Tantalum Capacitors. Assessment Level E.

Publication 410 (1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection
- by Attributes.

Publication QC 001001 (1986): Basic Rules of the IEC Quality Assessment System
for Electronic Components (IECQ).

Publication QC 001002 (1986): Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components (IECQ).
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1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3
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Publication de 1'ISO:

Norme ISO 3 (1973) Nombres normaux - Séries de nombres normaux.

Note. -Lorsque les références ci-dessus sont mentionnées dans un article
de la présente spécification, 1'édition en vigueur doit étre
utilisée, sauf pour la Publication 68 de la CEI pour laquelle
1'édition indiquée dans la spécification générique doit étre
utilisée.

Informations & donner dans une spécification particuliére

La spécification particulidre est issue de la spécification particuliére
cadre applicable
Les spécifications particuliéres ne doivent pas pr
. ’ N ’ - - - ” ’ 3

inférieures a celles de la spécification générique

un astérisque.

Note. -Les informations données au pap

Les informations suivantes doive e deifi-
cation particuliére et legs\yal & i étre
choisies parmi celles dohnée ésente
spécification.

Dessin d'encombrement et \dim@gnsio

de 3 faci-

chipses.

l'inte spéeifi-

cation e etre

données sont
illimétres
a lon-
, les

t leurs tolérances associées doivent &tre placées dans un
le dessin.
Sir"1a configuration est différente de celle 'inrh'nné_e ci-dessus,) la

spécification particuliére doit donner les informations dlmen31onnelles
qui décriront convenablement le condensateur chipse.

Montage

La spécification particuliére doit donner des informations sur les
méthodes de montage & employer pour l'utilisation normale. Les con-
densateurs doivent &tre montés par leurs moyens normaux. La méthode
de montage pour les essais et les mesures (si requis) doit étre con-
forme au paragraphe 4.3 de la présente spécification intermédiaire.

Caractéristiques

Les caractéristiques doivent &tre conformes aux articles applicables
de la présente spécification ainsi qu'aux prescriptions suivantes:
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1.4

1.4

1.4.2

1.4.3

ISO Publication:

IS0 Standard 3 (1973): Preferred Numbers - Series of Preferred Numbers.

Note. -The above references apply to the current editions except for
IEC Publication 68, for which the referenced edition in the
applicable test clauses of the generic specification shall be
used.

Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail
pecification

etail specifications shall not specify requirement i those

f the generic, sectional or blank detail specifiga¢i re severe
equirements are included, they shall be listed ih .? of the

etail specification and indicated in the test ample by

n asterisk.

D O =< 0O o

Lo=d

ote. -The information given in Sub-clau
presented in tabular form.

convenilence, be

he following information
he values quoted shall

detail specifidation and
om those given |in the

N ot =3

here shall be @an at i i i i o easy

bility
imensi
riginal dim

erances, which affect interchange-
given in the detail specification. All
stated in millimetres, however when the
in inches, the converted metric dimensions

al values shall be given for the length, width and
hen necessary, for example when a number off case

ed by a detail specification, the dimensions and [their

d\tolerances shall be placed in a table below the drawing.

-carffiguration is other than described above, the detail speci-
i¢ation shall state such dimensional information as will adequgtely des-
cribe the chip capacitor.

Mounting

The detail specification shall give guidance on methods of mounting for
normal use. The capacitors shall be mounted by their normal means. Moun-
ting for test and measurement purposes (when required) shall be in accor-
dance with Sub-clause 4.3 of this sectional specification.

Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant
clauses of this specification, together with the following:
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1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.4

1.5

1.5.1

1.6

1.6.1

Gamme d

— 10 — 384-3 © CEI

e capacité nominale

Voir pa

ragraphe 2.2.1.

Note. -Lorsque des produits agréés conformément 3 la spécification

particuliére ont différentes gammes de valeurs, la régle
suivante devrait &tre ajoutée:

"La gamme des valeurs disponibles dans chaque gamme de tension
est donnée dans la liste des produits qualifiés".

Caractéristiques particuliéres

Des caractéristiques complémentaires peuvent étre données lors-

-

La spéc

! 3 e [ B4 4 : S
qu cllcs SULlL LCOILL ITUTCLITES  CUHINT HELESSA4AL1ITo pUldl opPo-1i st WUl

blement le composant en vue de son application.

Soudure

les sévérités et les exigences applicables

vena-

ification particuliere doit prescrire sai,

RI, les définitions suivantes sont

Selon 1
modalit

petites dimensions et la nature ou la forme des
approprie son montage dans les circuits hybrides et
cartes imprimées.

eparagraphe 2.4 de la Publication 384-1 de la CEI, avdc les
és suivantes:

Les informations contenues dans le marquage sont normalement prises

~dans la
est ind

a) pol
la

liste ci-aprés; l'importance relative de chaque information
iquée par son rang dans la liste:

arité des sorties (a moins qu'elles soient identifiables par
technologie);

b) capacité nominale; .

c¢) tension nominale (la tension continue peut &tre indiquée par le
symbole ____ ., )3
d) tol

érance sur la capacité nominale;
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1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.4

1.5

1.5.1

1.6

1.6.1

Rated capacitance range

See Sub-clause 2.2.1.

Note. -When products approved to the detail specification have

different ranges, the following statement should be added:

"The range of values available in each voltage range is
in the qualified products list".

Particular characteristics

given

Additional characteristics may be listed, when they are considered

necessary to specify adequately the component for design and appli-

cation purposes.

Soldering

The detail specification shall prescribe the
and requirements applicable for the solderab

tance to soldering heat test.

Marking

The detail specification
the capacitor and on the

conkent of the mark
i pbm Sub~clause 1

of IEC Publication 384-1, with the following de

dtion given in the marking is normally selected from
forlowing list; the relative importance of each item is indica

lng on
6 of

lication

inations
N

Lails:

the
Led

11ST°

a) polarity of the terminations (unless identified by the
construction);

b) rated capacitance;

¢) rated voltage (d.c voltage may be indicated by the symbol
— or — )3

d) tolerance on rated capacitance;
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

12

e) modéle (conformément au paragraphe 1.1);
f) année et mois (ou semaine) de fabrication;
g) nom ou marque du fabricant;

h) catégorie climatique;

i) désignation de type du fabricant;

j) référence a la spécification particuliére.

Toute redondance de l'information contenue dan
8tre évitée.

Le marquage doit étre lisible et ne doit
lorsqu'il est frotté avec le doigt.

porter 1li
.1, sauf 1
hQde de conditio

Tout marquage supplémen
ne puisse y avoir aucune

Carac€;;>sL;;:;i;;?é:;ig;;;;}ies

Caracté?é;;;g;;g\;;géghentielles
\/

r3 donnees dans les spécifications particuliéres doi
re Oisies parmi les suivantes:

\§;§\Q>'matiques préférentielles

Lés) condersateurs chipses couverts par cette spécification so
. . ’
en catégories climatiques, conformément aux régles générales

384-3 © CEI

d1ltéré

§iblement
g polari-
nnement .

yent de

t classés
*e la

Publicatlion b6-1 de la CElL.

Les températures minimale et maximale de catégorie et la duré
1l'essai continu de chaleur humide doivent &tre choisies parmi
valeurs suivantes:

Température minimale de catégorie: -55 °C.

Température maximale de catégorie: +85 °C et +125
Durée de l'essai continu de chaleur humide: Modeéle I: 21 e
Modele II: ~--.

Les sévérités pour les essais de froid et de chaleur séche so
respectivement les températures minimale et maximale de catég

e de
les

°C.

t 56 jours.

nt
orie.
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

e) style (in accordance with Sub-clause 1.1);
f) year and month (or week) of manufacture;
g) manufacturer's name or trade mark;

h) climatic category;

i) manufacturer's type designation;

j) reference to the detail specification.

ny marking shall be legible and notieasily
ubbing with the finger.

b S Y

= |
=
—
ct
=3
o
I
=
I
O
3
8
o)
purs
He.
O -
o’
.._J
=
4]
prs
®
Q.
|
=
|92}
<
o
|
Q
-~

e =
=]
<
o)
Q,
Q.
=
Py
e
&)
o]
o
et
=]
o
3
~
P~
=]
®
1]

L=l

referred ra 1 d ¢ \\<SE;E\3t1>¢>

referr@;}qcte&}m %

La w)

=

in\detail specifications shall preferably be sg

arise.

lected

into

The lower and upper category temperature and the duration of the damp

heat, steady state test shall be chosen from the following:
Lower category temperature: -55 °C.
Upper category temperature: +85 °C and +125

Duration of the damp heat, steady state test: Style I: 21 and
Style II: --.

°C.

56 days.

The severities for the cold and dry heat tests are the lower and upper

category temperatures respectively.
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2.2

2.2.1

2.2.4

2.2.5

2.2.6
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Valeurs préférentielles des caractéristiques

Capacité nominale (Cg)

Les valeurs préférentielles de la capacité nominale sont prises parmi
celles de la série E6 de la CEI 63 et leurs multiples décimaux.

Tolérance sur la capacité nominale

Les tolérances préférentielles sur la capacité nominale sont

+10% et +20%.

Tension nominale (Uy ou UR)

Les valeurs préférentielles de la tension contdnue
parmi la série R5 de la norme ISO 3 sont:

ominale

1,0 - 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,3 et leurs mulXtiphes détimaux.

Si d'autres valeurs sont nécessaire doivent ¥tre choi
préférence dans la série R10.

Tension de catégorie (U

Pour les condensateurs ayanti\u tdmpé
125 °C, les tensions de/catégorid sont données dans le tablea

(O
NS
(31)2 2,6\3\\\6@ S@_}zﬁ 40 | 63 | 100

/
PR
(gg <<QN\’2\5\E 10 | 16 | 25 | 40 | 63

%

%

N4

4¢ surtension est égale a 1,15 fois la tension nom
3 catégorie, la valeur obtenue étant arrondie a un v
la plus proche.

ises

sies de

gorie de
u suivant:

inale ou la
olt preés a

Température nominale

La valeur de la température nominale est de 85 °C.
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2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Preferred values of ratings

Rated capacitance (Cpg)

Preferred values of rated capacitance are the values from the E6 series
of IEC Publication 63 and their decimal multiples.

Tolerance on rated capacitance

The preferred tolerances on the rated capacitance are

+10% and +209%.

Rated voltage (UR)

The preferred values of rated direct voltages také om\the R

geries of ISO Standard 3 are:

1.0 - 1.6 = 2.5 - 4,0 - 6.3 and their decims

If other values are required they sha e shosen frdm

fhe R10 series.

(ategory voltage (Ug)

Hor capacitors having an upper’category"t
voltages are given in the lowi table:

(X
)

\MT\ZQ\ 40 63 100

N

%

ture of 125 °C cdtegory

—_

0 16 | 25 | 40 | 63

e shall be 1.15 times the rated or category volflage

Rated temperature

The value of the rated temperature is 85 °C.
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d'assurance de la qualité

Etape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication est la formation de 1'oxyde.

Modeéles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et des matériaux sembla-
bles, mais pouvant avoir des dimensions de boitiers et des valeurs
différentes de capacités et de tensions.

Rapports certifiés de lots acceptés

dans la
spécification particuliére, les information
paragraphe 3.5.1 de la Publication 384-1 dé
nies a l'acheteur sur sa demande. Aprés L ks para-

métres pour lesquels les informations pa \ S i étre don-

nées sont la variation de capacité, an; : pertes et
le courant de fuite.

Homologation

Les procédures pour les\essai : 3 para-

La procédure a utlllser pou

s 3t i sais lot
i0d es est’ donnée au paragraphe 3.% de la

présente spécificafi procédure utilisant un programme s{ir un
échantillo i i t donnée aux paragraphes 3.4.1 ¢t 3.4.2
ci-aprés.

Homol joh par ure utilisant un échantillon d'effe¢tif fixe

Echant;&i@n\ag
La d! ation sur un échantillon d'effectif fix¢ est

a gr he 3.4.2 b) de la Publication 384-1 de la CEI.
doif étre représentatif de la gamme des condensateurs
lagselle\1l'homologation est demandée. Celle-ci peut couvpir

€ de la gamme compléte définie dans la spécification

Kvéchantillon doit comprendre des condensateurs de tension mipimale et

de tenslon maximale, et pour ces tensions la plus petite et la plus
grande dimension de boltier. Quand la gamme couvre plus de quatre
dimensions de boitier, une dimension de boitier intermédiaire doit
étre soumise aux essais. Dans chaque combinaison dimension de
boitier/tension, la plus forte valeur de capacité doit &tre choisie.
Ainsi pour 1l'homologation d'une gamme, l'essai de quatre ou six
valeurs est requis. Lorsque la gamme présentée a l'homologation com-
prend moins de quatre valeurs, le nombre de condensateurs a soumettre
aux essais est celui requis pour quatre valeurs.

Les spécimens de rechange & prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur pour remplacer éventuellement 1l'unité défectueuse
tolérée au Groupe "O".

b) Un par valeur pour remplacer éventuellement des spécimens défec-
tueux par suite d'incidents non imputables au fabricant.
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3.2v

3.3

3.4

3.4.1

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality assessment procedures

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the forming of the oxide.

Structurally Similar Components

......... o o o ek -

prody W & mv and a & 5 oug F—HEY

different case sizes and values.

Certified Records of Released Lots

shall be made available when prescribed i

tan & and the leakage current.

Dualification Approval

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors
. s i RS i ) e of

384-1
ion and

yvhen requested by a purchaser. After the %® sest Yhe parameters

change,

bub-

O6n Approval testing on the basis

bf lot-by-lot given in Sub-clause 3.5 of this
specificatio using )a fixed sample size schedule|is
piven in Subfc

Rualifi on e "basis of the fixed sample size procedures

pampling

procedure is described in IEC Publication
. The sample shall be representative of the

The ‘samplevshall consist of specimens having the lowest and hig

384-1,
range of
the

nest
size.

voltages, and for these voltages the smallest and largest case

When there are more than four case sizes an intermediate case size
shall also be tested. In each of these case size/voltage combinations
(values) the highest capacitance shall be chosen. Thus for the approval
of a range, testing is required of either four or six values. When the
range consists of less than four values, the number of specimens to be

tested shall be that required for four values.

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective

in Group "O".

b) One per value which may be used as replacements for specimens which

are defective because of incidents not attributable to the
manufacturer.
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Les nombres de spécimens indiqués en Groupe "O" présument que tous les
groupes sont applicables. Sinon les nombres peuvent &tre réduits en
conséquence.

Lorsque des groupes d'essais complémentaires sont introduits dans le
programme des essais d'homologation le nombre de spécimens requis pour
le Groupe "O" doit étre augmenté du nombre requis pour les groupes
complémentaires.

Le tableau I donne le nombre de spécimens a essayer dans chaque groupe
ou sous-groupe, ainsi que le nombre de défectueux admissible pour les

essais

d'homologation.

Toutes

Essais

La série compléte des essais indiqués aux tabl
pour l'homologation de la gamme des condensa
méme spécification particuliére. Dans chaqQle grQlpe is doivent
étre effectués dans 1l'ordre indiqué.

du Groupe "O" et ensuite réparties

L'homologatio
dépasse pdk

S requise
r une

les piéces de 1l'échantillon ive ses aux |essails
nt pas
essais

shy€ le nombre d'unités défectlueuses ne
défectueuses autorisé pour chdque groupe
ombre\total d'unités défectueuses autorlisé.

forment ensemble le programme dey essais
J¥effectif fixe. Le tableau I donne er détail
ge et le nombre de défectueux admissiblle pour
essais ou groupes d'essais. Le tableau |[II con-
aux précisions données dans la section quatlre, donne
TisteNéompléte des conditions d'essai et des exigerlces et

, par exemple pour la méthode d'essai ou pour les con-
s d'essai, s'il y a un choix & faire dans la spdcification

pakticuliére.

Les conditions d'essaj et les exigences pour le progrdmme
d'essais sur échantillon d'effectif fixe sont identiques a
celles prescrites dans la spécification particuliére pour le
contrdle de la conformité de la qualité.
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The numbers given in Group "O" assume that all groups are applicable.
If this is not so the numbers may be reduced accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval
test schedule, the number of specimens required for Group "0" shall be

increased by the same number as that required for the additional
groups.

Table I gives the number of samples to be tested in each group or sub-
group together with the permissible number of defectives for qualifi-
cation approval tests.

3.4.2 Fests

he complete series of tests specified in Tables
for the approval of capacitors covered by one de
The tests of each group shall be carried out j

pquired

>on .

The whole sample shall be subjected to the
Hivided for the other groups.

nd then

Specimens found defective during th
hsed for the other groups.

bt be
ne whole

bxceed

The approval is granted
- r sub-

the specified
broup and the
Note. orm the fixed sample size test
es the details for the sampling pand
s for the different tests or groups|of
er with the details of test containpd in
giveg a complete summary of test conditions| and
for
made

[N

hod or conditions of test, a choice has to b
specification.

nditions of test and performance requirements for fhe
d sample size test schedule shall be identical to thpse
prescribed in the detail specification for quality confopmance
inspection.
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TABLEAU I
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Plan d'échantillonnage et nombre de défectueux admissible

pour les essais d'homologation, niveau d'assurance E

Groupe
no

Essais

de cette
publica-
tion

Nombre de spécimens (n) et d'unités

défectueuses admissibles (pd)

Paragraphe

Par

(5)

n

valeur

Pour quatre va-
leurs (5) ou
moins & essayer

Pour six valeurs
(5) a essayer

Je
411

pa
E?ﬁgl

Pa pd

total

Examen visuel
Dimensions

Coprant de fuite
Capacité

Tapgente de l'angle
de| pertes

Impédance (4)
Spgcimens de rechange

& s
U U1 Ul
w N -

28

iqi\
B

r2(2)

24

1A

sistance a la

hleur de soudage
sistance du compo-
ht aux solvants (4)

Ré
ch
Ré
sa

1B

idabilité
sistance. du maKquage

So
Ré
au

2(2)

B
P

[
|
13.3A
|

13.3B

3. 4

ntage

Ex

bustesse des| e &
ités mét{fﬁ%se s
V\/\

R D X e

114

Séquence climatique
(Modéle I uniquement)

4(3)

Essai continu de
chaleur humide
(Modéle I uniquement

20 1

Caractéristiques a
haute et basse
température
Surtension

4.13

4. 14

Tension inverse (4)

4.16

Endurance

4.15

20 1

6(3)

30 |2(2)

12 1

12 1

30 2(2)

Notes voir page suivante.
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TABLE I

Sampling plan together with numbers of permissible defectives for

qualification approval tests, Assessement level E

Number of specimens (n) and
number of permissible defectives (pd)

Group Test Sub-clause| Per For four or For six values
No. of this |[value | less values (5)[(5) to be tested
publica- | (5) to be tested
tion n
4n | pd pd —+6n [ p pd
ts&él total
Vipual examination 4.y
Dipensions 4.y q
0 Lepkage current 4.5.1 N\
Capacitance 4.5.2 28 (112 1 \N¥L/2(a)
Tahgent of loss angle 4.5.3 <<:
Impedance (4) 4.5.4
s : u//J 1 24
pare specimens '—7}\:\\\\
1A Repistance to solde- 4.6 j\/S 2 \\\\\\J/ 18 | 1
rihg heat <i
Component solvent SUANES >
repistance (4) \\\ \ : 2(2)
1B Soflderability y, 12 1 18 1
So[lLvent resistance of 4.8 :>
the marking (4) //\ > \
2 Bopd strength pf the N 4.9 \\\\\_/ﬁf 12 11 1 18 | 1 1
end face plati[;B/\ “
AN
Momting@ 43\
Vijsual exa A% LU
19 76 2 114 3
, SR IV RUNUUET S SUV | i
|
3. 5 | 201 30 [2(R)
I
f s 4(3) 6(3)
: (deyie I only)
13.2 | Damp heat, steady 412 5 | 20 | 1 30 [2(2
! state (Style I only)
| " [ Characteristics at 4,13
[ high and low tempe-
13.3A} rature 2 8 | 1 12 11
: Surge .14
13-3B| Reverse voltage (4) 4.16 8 | 1 12 | 1
|3 4 | Endurance 5.15 20 | 1 30 [2(2)

For notes see next page.
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(1) Les valeurs mesurées servent de référence pour les essais de
sous-groupes 3.

(2) Il n'est pas autorisé plus d'une unité défectueuse par valeur.

(3) Les piéces trouvées défectueuses apreés montage ne doivent pas etre
prises en compte dans le décompte des défectueux autorisés pour les
essais suivants. Elles doivent &tre remplacées par les condensateurs
de rechange.

(4) Si exigé par la spécification particuliére.

(5) Combinaison capacité/tension, voir paragraphe 3.4.1.

TABLEAI TT

Notes 1. -Lgs numéros de paragraphe indiqués pour les
rgnvoient a la section quatre: Méthodes d'

Programme d'essais pour l'homolqgat'

essai\ et

esgai e
m
sStruchi

2. =-Dgns ce tableau: D = destructif, ND = ;yxfﬁk{\

n
s\exigencles
ures/

Numéro de paragraphe
et essai
(voir note|1)

D {Conditions d'essai
ou |(voir note 1)

defectueuses

 de

Exigences
(voir notle 1)

l'angle de
pertes (tan & )

4.,5.4 Impédance (si
applicable)

Fréquence: 100 kHz

dmissibles
(pd)
N Q
GROUPE O \4 \\\\\~,)\/ Voir
tableau I
4.4  Examgn visu Selon 4.4.2
Marquage |lisible et
/\\\ selon la [spécification
\\\\ particuliére
4.4 Dimenpsions Voir la gpécification
(par |mesuxe) N particuliere
4.5.1 CourInt e '\\V)ﬁésistance de protec- <0,02 CU uA/uF.V ou
fuit > tion: 1 000 L 1 pA, la|plus grande
des deux |valeurs
4.,5.2 Capacité Fréquence: ... Hz Dans les tolérances
spécifiées
4.5.3 Tangente de Fréquence: ... Hz <0,06 pour Ug »10 V

<0,08 pour 6 Vg Ug <10V
<0,1 pour Ug<b6 V

Voir la spécification
particuliére
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the tests of sub-groups 3.

(2)
(3)

The value of these measurements serve as initial measurements for

Not more than one defective is permitted from any one value.

The capacitors found defective after mounting shall not be taken into

account when calculating the defectives for the following tests.
They shall be replaced by spare capacitors.

(%)
(5)

TABLE II

If required by the detail specification.

For capacitance/voltage combinations, see Sub-clause 3.4.1.

Test

-In fhis table: D =

Test schedule for Qualification ApproquA(

-Sub4clause numbers of test and performance requiremexnts
and measurement procedures.

FEPCLO Sdetion Fbur:

Sub~-clause nymber
and Test

D |Conditions of test
or |(see Note 1)

destructive, ND = non—des{éE?t&\fFQF\\
\)\\/\/

Performancg
requiremenys

T

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4h.5.4

examination <:
Dimensjions <:

(detail)

R

(see Note 1) ND (see Note 1)
(pd)
(N \:>
GROUP O ND \\\> See
Table I
L.u Visual ’ As in 4.4.7

Legible marking and
as specified in the
detail speg¢ification

See detail
cation

specifi-

Leakag N resistor: <0.02 CU pi/pF.v
current or 1 pA, whichever
is the greater
Capacitance Frequency: ... Hz Within speTified
tTolerance
Tangent of Frequency: ... Hz €0.06 for Ug 210 V
loss angle
(tan &) <0.08 for 6 VEUR <10 V
<0.1 for Ug<6 V
Impedance (if Fhequency: 100 kHz See detail specifi-

applicable)

cation



https://iecnorm.com/api/?name=537409d4bba1d4697faeeb0b3c15b117

— 24 —

384-3 © CEI

pertes

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai- Nombres de Exigences
et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 1A D Voir
tableau I
4.6 Résistance a Méthode: ...
la chaleur de Durée: ..., s
soudage
Reprise: 24 = 2p
4.6.3 Mesures finales Examen visuel Tom 42413
Capacité Voir la|spécification
Tangente de 1'angle de articuliére

extrémités mé-
tallisées
(si applicable)

carte imprimée en
position pliée)

Examen visuel

4.17 Résistance du Solvant: :> Voir la spécification
compopant aux Température particuligre
solvanpts solvant: ..

(si applicable) Méthode 2
2 QN
prise: .\.
;ki\ 7\
GROUPE 1B \)\/ Voir
Tableau I

4.7 Soudapilité ©5

4.7.2 Mesurgs finalesf/\\\ Selon 4.7}2

4,18 Résistance <::\\\\ Marquage lisible
du ma mp ature du
aux s §\ S0 .o
(si a Zéethode 1

\\\\ atériau de frottement:
:> coton hydrophile
Reprise: ... 4
GROUPE 2 D Voir
Tableau I
4.9 Robustesse des Capacité (avec la Voir la spécification

particuliére

Pas de dommage visible

% Cet essai peut 8tre effectué sur les condensateurs chipses montés sur un substrat.
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Sub-clause number D {Conditions of test Number of Performance
and Test or ((see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 1A D See
Table I
4.6 Resistance to Method: ...
solderingTheat puration: ... =

Recovery: 24 % 2h

of the end face
plating (if
applicable)

printed board in bent
position)

Visual examination

4.6.3 Final measure- Visual examination
ments
Capacitance ) 3 ee detail specifi-
Tangent of loss angle \Q:: cation
4.17 Componegnt Solvent: ... : /—\\\\\\\\\\\/}See detail |specifica-
solven Solvent temperature \e tion
resistance Method 2 <t>
(if applicable)
Recovery:
GROUP 1B See
Table I
4.7 Solderability
4.7.2 Final mpeasure- As in 4.7.%
ment
4.18 Solvent Legible marking
resistance
of the|marking¥
(if applica 1e§
\§> Recovery: ... J
GROUP 2 D See
Table I
4.9  Bond strength Capacitance (with See detail specifi-

cation

No visible damage

¥ This test may be carried out on chip capacitors mounted on a substrate.
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 3 D Voir
, Tableau I
4.3 Montage Materiau de substrat:
*
Examen visuel age visible
Courant de fuite limite initiale
Capacité e la valeur
R 4.5.2
Tangente de l'angle de imite initiale
pertes
Impédance (si appli- ipite initiale
cable)
GROUPE 3.1
4.8 Adhé[ence Examen vi Pas de dommage visible
4.10.1 Mesupe Capacité
initfiale
4.10 Variptions )
rapifdes de
tempgrature Q
4.10.3 Mesupes \\\\ ourant de fuite < a la lipite initiale
finalles §\
Capacité Pour le mpdéle I:
\\ AC < 5%
C
Pour le mpdéle II:
aC <103
€
de la valeur mesurée en
4.10.1
Tangente de l'angle de < a la limite initiale
pertes
4.11  Séquence
climatique
(uniquement
pour le
modéle I) Y
4.11.1 Mesure Capacité
initiale

* Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-groupes
individuellement, la spécification particuliére doit indiquer quel matériau

du substrat est utilisé dans chaque sous-groupe.
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Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test ‘ or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 3 D See
Table I
4.3 Mounting Substrate material: ...*¥*
Visnal examination No—xisible damage
Leakage current initNalOolfimit
Capacitance value
4.5.2
Tangent of loss angle imit
Impedance (if appli- imit
cable)
GROUP 3.1
4.8 Adhesion Visual examipation No visible |damage
4.10.1 Initidql . Capacitance

measurnement

4.10 Rapid |change
of tenmpera-
ture

4.10.3 Final
measun N

current £ initial Jimit

Capacitance AC

< 5% fqr Style I
C < 10% fqr Style II
of value megasured in
Y

D

Tangent of loss angle <initial Jlimit
4,11 Climatic
sequence
(Style I only)
4.11.1 Initial Capacitance

measurement

* When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail
specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.

4
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou {(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.11.2 Chaleur séche Température: température Voir
‘ maximale de catégorie Tableau I
Durée: 16 h
4.11.3 Essgi—cycltique
de dhaleur hu-
midg, essai
Db, |ler cycle
4.11.4 Froid Température: température <<:
minimale de catégorie
Durée: 2 h s\ >
4,11.5 Essdi cyeclique \
de dhaleur hu- 7
midg, essai <i> :>
Db, |cycles \\\-/)\
resflants
Reprise:
D
4.11.6 Mesu Pas de dommage visible
fine Marquage [lisible
< a la limite initiale
AC ( 10% |de la valeur
C mesurlée en 4.11.1
< 1,2 foifs la limite
Y Sl
initiale
GROUPE 3.2 Voir
Tableau I
4.12 Essai
de ¢ ,>
mid Reprise: 1 a 2 h
menf paour >
mod¢le’ )
4.12.1 Mesure Capacité
initiale
4.12.2 Mesures Examen visuel Pas de dommage visible
finales Marquage lisible
Courant de fuite < a la limite initiale
Capacité AC ¢ 10% de la valeur
C mesurée en 4.12.1
Tangente de l'angle v < 1,2 fois la limite

initiale
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4,12.2 Final
measurements

Visual examination

Leakage current
Capacitance

Tangent of loss angle

Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.11.2 Dry heat Temperature: upper See
category temperature Table I
Duration: 16 h
4.41.3 Damp heat,
cyclic) Test Y\(
Db, first q
cycle <<:
4.11.4 Cold Temperature: lower I
category temperature
Duration: 2 h /,—:S;E \Q:
4.11.5 Damp heat, \\\\\\\~:>
cyclic| Test
Db, remaining <>
cycles t;:>>
Recovery: 1
4.11.6 Final peasu- > No visible damage
rementg Legible marking
< initial 1limit
[ aC . 10% of |value
C “measured in
<> 4111
£ 1.2 times|initial
/\ ! limit
GROUP 3.2 D See
::§\ Table I
4,12  Damp hpaty \
steady| stat \\\\
(Style| I on Recovery: 1 to 2 h
4,12.1 Initial Capacitance
measurement

No visible damage

Legible marking

< initial limit

4aC ¢ 10% of value

C measured in
4.12.1

< 1.2 times initial

limit
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Numéro de paragraphe D
et essai ou
(voir note 1) ND

Conditions d'essai
(voir note 1)

Nombres de

spécimens

(n) et

d'unités

défectueuses

admissibles
(pd)

Exigences
(voir note 1)

GROUPE 3.3A D

4,13 Caractéristiques
a haute et basse

Les condensateurs
doivent étre mesurés

Voir
Tableau I

température

T T

a chaque palier de
température

Palier 1: 20 °C

Courant de fuite
Capacité

Tangente de l'angle
de pertes

ourant de fuite

Capacité

p

Tangente de l'angle

D

S

)

\
S

Valeurd utilisées
comme 1néférence

-12%< AC | 0% de
= | <
la valeun mesurée au
palier 1
< 0,12 pqur Ugr >10 V

< 0,15 pqur
6{3 VKUR <10 V

<0,2 pqur Ug<6,3 V

limite initiale

< 5% de la valeur
m¢surée au
palier 1

limite initiale

¥ La plus grande des deux

de pertes

Palier 4: 85 °C
Courant de fuite
Capacité

Tangente de l'angle
de pertes

valeurs

< 0,2 CU pA/uF.v
ou 10 mA¥ ;
AC « +10% de la valeur
C = mesurée au
palier 1
< 0,12 pour Ug >10 V
< 0,15 pour
6,3 V< Ug <10 V
<0,2 pour Ug<6,3V
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Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance’
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 3.3A D See
Table I
4,13 Characteris-~ The capacitors shall
tics at high be measured at each
and low fempe- temperature step
rature /\(

Step 1: 20 °C

Leakage current
Capacitance
Tangent of loss angle

Step 2: Lower category <:
temperature <t>

For use asg reference
values

X

-12%¢ 4C ¢ 9% of

C
value measured in
Step 1

Capacitance

AN

0.12 for Ugr> 10V
0.15 for

6.3 Y<UgR <10 V
£0.2 for Pr< 6.3V

<
<

< initial 1lfimit

acitance AC o 5% of value
C measlired in
Step| 1
Tangent of loss angle < initial 1fimit
Step 4: 85 °C
Leakage current . < 0.2 CU pA/uF.V
or 10 uA¥
Capacitance AC < +10% of value
C measured in
Step 1
Tangent of loss angle <0.12 for Ugp>10 V
< 0.15 for

6.3 V€ UR<10 V
< 0.2 for Ug< 6.3V

¥ Whichever is the greater
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Numéro de paragraphe D {Conditions d'essai

et essai ou |(voir note 1)
(voir note 1) ND

Nombres de

spécimens

(n) et

d'unités

défectueuses

admissibles
(pd)

Exigences
(voir note 1)

Palier 5: 125 °C

(si applicable)

Voir
Tableau I

Courant de fuite
Capacité

Tangente de 1'angle
de pertes

4,1y Surtlension

Q
e T

ésigtance de protec-
tiept 1 000 £ 10%
urée de la charge:

N

N
o

} Comme au palier 3

0 s
Durée de la décharge:
5 min 30 s
4.14,3 Mesures Courant de fuite
finales Capacité

Tangente de 1l'angle
de pertes

< a la limite initiale
49_410% de la valeur
C mesurée au palier
6 du 4.13

< a la limite initiale

¥ La plus grande des deux valeurs
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Sub-clause number D
and Test ‘for
(see Note 1) ND

Conditions of test
(see Note 1)

Number of
specimens
(n) and
number of
permissible
defectives
(pd)

Performance

requirements

(see Note 1)

Step 5: 125 °C

(if applicable)

See
Table T

Leakage current

Capacitance

Tangent of loss angle

Step 6: 20 °C

Leakage cur

Capacitance

Q
i
D

NN

<

3

;;E>15 for |U
£MN0.2 for (U
} As in Stgp 3

4,14  Surge C
<> ‘
<\1 000R = 10%
urat ion of charge:
NR30 s
\\\\D ation of discharge:
5 min 30 s
4,14,3 Final Leakage current
measurements Capacitance

Tangent of loss angle

/]

&initial limit

&{ 10% of value

C measured in
Step 6 of 4.13

< initial 1limit

~

* Whichever is the greater
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai : ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 3.3B D Voir
Tableau I
4,16 Tension Durée: 125 h 3 la
inverse (si température maximale de
requts) catégorie avec umne

tension de ... V,
appliquée dans le sens
inverse de polarité
suivie de 125 h a 1la
température maximale

de catégorie sous la <<:
tension de catégorie <:::::§\
appliquée dans le sen

normal de polarité 7\

4,16.1 Mesyre Capacité
inifliale

4.16.3 Mesyres <3 la limite initiale

fingles >
AC < 10% [de la valeur
C mesyrée en 4:16.1
<1,15 fgis la limite
v initiale
A\
GROUPE 3.4 Q Voir
Tableau I
4,15 Endgrance <:::
\ icable)
\Q: génsion appliquée: ... V
;T\/ Reprise: 1 a 2 h
4.15.1 Mesire Capacité
initiale
4.15.3 Mesures : Examen visuel Pas de dommage visible
finales Marquage lisible
Courant de fuite <2 fois la limite
initiale
Capacité aC < 10% des valeurs
C  mesurées en 4.15.1
Tangente de l'angle de <1,5 fois la limite
pertes v initiale
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Sub-clause number D {Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 3.3B D See
Table 1
4,16 Reverse Duration: 125 h at
voltage (if upper category
requiredr) temperature—witha

voltage of ... V,

in reverse polarity
direction, followed
by 125 h at upper
category temperature
with category voltage
in forward polarity
direction

N\

N
2

S
>\\

4.15 Endurahce

4,15.1 Initi
measurjement

A

Duration: 25000 h
est\te ature:
(as applicable)
voltage: ... V

pli
Regovery: 1 to 2 h

Capacitance

4.16.1 Initiall Capacitance
measurgement
4,16.3 Final Leakage curre < initial lfimit
measurgments ,
Capacitance ::> AC < 10% of| values
(:::> C measurpd in
4.16.1
Tangenth of lo angle £ 1.15 timep initial
[\/\ & / limit
N
GROUP 3.4 N N See
Table I

4,15.3 Final
measurements

Visual examination
Leakage current

Capacitance

Tangent of loss angle

No visible damage
Legible marking

&£ 2 times initial
limit

AC < 10% of values
c measured in

4.15.1
< 1.5 times initial
limit
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3.5 Contrdle de la conformité de la qualité

3.5.1 Formation des lots de contrdle

a) Contrdle des groupes A et B

Les essais de ces groupes doivent étre effectués lot par lot.

Un fabricant peut regrouper sa production courante en lots de
contrdle sous réserve que les régles suivantes soient respectées:

(1 ) Le lot de contrdle doit se composer de condensateurs asso-
ciables (voir paragraphe 3.2).

(2a) L'échantillon soumis aux essais doit con
sateurs de chacune des valeurs et chac
présentées dans le lot de contrdle:

e valeur.

(2b) Si 1'application stricte dj S lonnage comduit a
moins de cing condensa K é¢hantil-
lon, la constifution A4 & jet d'un
accord entre le d Burveil-

lance.

b) Contrdle dy.groupe C

Les~échs i re représentatifs de la productjon
c a période spécifiée et doivent &étre
& \ oyenne et basse tension ou dimensions de
rir la gamme homologuée, a chaque pépiode, il
s une haute, moyenne et basse tension ou un¢ grande,
ne petite dimension de boitier. Au cours des|périodes
bres tensions ou dimensions de boitiers de 1@ produc-
jolxdoivent etre soumis aux essais afin de couvrir toute la gamme.

3.5.2 Programme\d'essais

Le programme des essais lot par lot et des essals périodiques pour le

¢ Ia qualité est donné dans la deuxieme
.section, tableau IV de la spécification particuliére- -cadre, par
exemple Publication 384-3-1 de la CEI.

3.5.3 Livraison différée

Lorsque, conformément aux procédures de la Publication 384-1 de la
CET, paragraphe 3.5.2, un nouveau contrdle doit &tre effectue, la
capa01te et la soudablllte doivent étre vérifiées comme spécifié dans
le contrdle des groupes A et B.

3.5.4 Niveaux d'assurance

Le(s) niveau(x) d'assurance donné(s) dans la spécification particu-
liére-cadre doit (doivent) de préférence &tre choisi(s) dans les
tableaux IITI A et III B ci-apreés:
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3.5

305-1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

Quality Conformance Inspection

Formation of inspection lots

a) Groups A and B inspection

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection
lots subject to the following safeguards:

(1 ) The inspection lot shall consist of structurally similar

— capacitors (See Sub-elause3-2)
VVVVV a8e—3-2)=

(2a) The sample tested shall be representative (f abues| and

in the sample the
greed between the

Inspectorate.

b)
Samples shall be S e\of the current production of] the
specified i 8 be divided into high, medium and| low
voltage ing 33 S In order to cover the range of
appr 1s\i y peri ene high, one medium and one low volftage or
case 3 d.” In subsequent periods other voltages or
case sig luction” shall be tested with the aim of covering

e fo the lot-by-lot and periodic tests for Quality Confor-
is given in Section Two, Table IV of the Blank| Detail
, €.8. IEC Publication 384- 3 1.

elayed delivery

When, according to the procedures of IEC Publication 384-1, Sub-clause
3.5.2, re-inspection has to be made, solderability, capacitance and
leakage current shall be checked as specified in Group A and B
inspection.

Assessment levels

The assessment level(s) given in the blank detail specification shall
preferably be selected from the following Tables III A and III B:
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TABLEAU III A

384-3 © CE1 .

Notes rellatives

oo

périodicité en mois
effectif de 1'échantillon
nombre admissible de défectueux

ableaux III A et III B:

% Les niveaux—d'assuranceD;Fet—G-sent—a1'études

%% e contenu des sous-groupes de contrdle est décrit dans la section deux de

la spécification particuliére-cadre applicable.

Sous-groupe D#¥ E F#* G*
de
controle®#* | NC NQA NC NQA NC NQA -NC NQA
% % % %
A1 S-4 2,5
A2 II 1,0
B1 S-3 2,5
NC = niveau de contrdle
NQA = niveau de qualité acceptab
TABLEAU III B
Sous-groupe D¥ E (/ 8‘7 Y\\:?\Et\;> G*
de —\ v N
controlef# p n c 2/\ r{\& >c @ ‘\>s c p n c
c1 3\\\‘}a§i ?\\\\\\\,/
c2 12
c3.1 6 <:3i} NP
C3.2 1
3.3 <:A\\\(/~\f%\\ 15
C3.4 \ENL\_ 1
C3.5A 2 1)1
C3.5B <::> \J 1)
\\//
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 TABLE III A
Inspection D# E F#* G*
sub-group¥*#¥
IL AQL IL AQL IL AQL IL AQL
% % % %
A1 S-4 2.5
A2 II 1.0
B1 S-3 2.5
IL = inspection level
AQL = acceptable quality level
TABLE III B
Inspection D* E ( (7 \\<§*\\\;> G*
sub-group¥*# /{:ﬂ q
p n c p /\<1 ct;' g l) §:> p n c
C1 3 2\\ \‘F//
Cc2 3
C3.1 6 1 1
c3.2 9 3} \
C3.3 6
C3.4 \1)\/
C3.5A \/> 1é§ 6 Dy
C3.5B /> b \< 1)
periodicity in months
sample size
permitted number of defectives
Notes concer ITITA and IIIB:
* The asse .
*¥*%* The content of the Inspection sub-groups is described in Section Two of the

relevant blank detail specification.
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SECTION QUATRE - METHODES D'ESSAI ET DE MESURE

Cette section compléte les informations données dans la Publication
384~1 de la CEI, section quatre. .

Méthodes d'essai et de mesure

Séchage préliminaire

Si le séchage est prescrit dans la spécification particuliére pour les
condensateurs de modéle II, les conditions du paragraphe 4.3 de la
Publication 384~1 de la CEI s'appliquent.

Conditions de mesure

Montage

Les mesures sur les condensateurs de modéle II dg ftes A une
humidité relative maximale de 25 a 75%.

Selon le paragraphe 4.4
des modalités suivantes:

pte tenu

Examen visuel

é avec un
sujet

es

que les
ques

Yar spécification particuliére.

Essais électriques

Courant de fuite

Selon le paragraphe 4.9 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu
des modalités suivantes:

Conditions de mesures

La tension nominale doit &tre appliquée a travers le condensateur et
sa résistance de protection.
La résistance de protection doit avoir une valeur de 1 000S).


https://iecnorm.com/api/?name=537409d4bba1d4697faeeb0b3c15b117

384-3 © IEC — 41 —

SECTION FOUR - TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

This section supplements the information given in IEC Publication
384-1, Section Four.

y, Test and measurement procedures

4.1 Preliminary drying

If prescribed in the detail specification for Style II capacitors, the
conditions as given in IEC Publication 384-1, Sub-clause 4.3, apply.

4.2 IMeasuring conditions

Capacitors of Style II shall be measured at a re ixe humIdity\Jof 25
to 75% maximum.

4.3 Mounting

IEC Publication 384-1, Sub-clause 4.3

4.y Visual examination and check of dim ns{gﬁs

Sub-clause 4.4 of IEC P e following defails:

4.4.1 Visual examination

Visual examination shall \ i with suitable equipmenfl with
approximately {{0X ica Pighting appropriate to thg spe-
cimen under fest Wity level required.

nt or
ring
4. 4.2
als,
n
4.5 El€ctrical tests
4.5.1 Leakage current

Sub-clause 4.9 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.,5.1.1 Measuring conditions

The rated voltage shall be applied across the capacitor and its pro-
tective resistor.

The protective resistor shall have a value of 1 0008,
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Exigence

Le courant de fuite a 20 °C, ne doit pas dépasser 0,02 CU pA/uF.V ou
1 pA, la plus grande des deux valeurs.

Capacité

Selon le paragraphe 4.7 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu
des modalités suivantes.

Conditions de mesure

0 Hz,

’nsateur ne
if).

2,5V
peut étre appliquée pendant la mesure.

La précision de la mesure doit étre
+2% de la limite spécifiée donnée
variation de la capacité.

éfasse pas
it en

Note. =L'utilisation de 1a ative.

Exigence

nale

he 4.5.2.
asse pas

La tangente de 1'angle de pertes (& 20 °C) ne doit pas dépasser les
limites suivantes:

0,06 pour Ug > 10 V

0,08 pour 6 VSUR <10 V

0,1 pour U< 6 V

Impédance (si applicable)

Selon le paragraphe 4.10 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu
des modalités suivantes:
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4.5.1.2 Requirement

The leakage current at 20 °C, shall not exceed 0.02 CU mA/uF.V or 1 mA,
whichever is the greater.

y.5.2 Capacitance
Sub-clause 4.7 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4.5.2.1 Measuring conditions

The capacitance shall be measured at a frequency of 100 Hz or 120 Hz,

asspecified in the detail voltage

actually applied across the capacitor terminations shall net expeed
0.5 V a.c. r.m.s.

A d.c. bias voltage of 2.1 V to 2.5 V may be apphN i measu-
rement .
The inaccuracy of the measuring instrume ! ; fp of

the specified limit, whether this is
a change of capacitance.

or as

Note. -Measurement withou
4.5.2.2 Requirement

The capacitance shall conres %1 C P Lo ac-
4.5.3 Tangent of less ‘angle (tan

Sub—cl%f§f5 8 of Puhlicatton 384-1, with the following detjails:
§.5.3.1 Measuring <conditions
ent al

made under the conditions of Sub-clausge 4.5.2.
ragy af the measuring equipment shall not exceed 0.01 abso-

4,5,3.2
The tang of loss angle (at 20 °C) shall not exceed the folldwing
Mmits:
0.06 for Ug > 10 V
0.08 for 6 VKUg <10V
0.1 for U < 6 V
4.5.4 Impedance (if applicable)

Sub-clause 4.10 of IEC Publication 384-1, with the following details:
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4.6.2

4,6.3

4.7

4.7.1

4.7.2
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Conditions de mesure

La température ambiante doit &tre de 20 % 2 °C.

La tension alternative de créte de la tension de mesure ne do
dépasser 100 mV (valeur efficace en courant alternatif).

La fréquence de mesure de la tension de mesure doit &tre de 1
L'erreur de mesure ne doit pas dépasser 5% de la limite spéc
ou 0,14, la plus grande des deux valeurs.

Exigence

L'impédance doit &tre conforme aux exigences de la spécificat
particuliére.

it pas

00 kHz.
ifiée

ion

Résistance & la chaleur de soudage

Selon le paragraphe 4.14 de la Publication 38 1a\CEI, ¢
des modalités suivantes:

Conditions d'essai

Une des méthodes du bain d'alliage d€ ta_ R 84-1 de
paragraphe U4,.14.2 ¢) doit étre appligw crit dans

spéeification particuliére.

Contrdle, mesures q;\gx'geg;\éx

esd\ fi

N\

sateurs chipses doivent étre exanm
’ . ~

ré mesures et doivent etre confor

pds y avoir de dissolution des extrémités
ge) sur plus de 25% de la longueur de l'arét

et la tangente de 1l'angle de pertes doivent &tre
Elles ne doivent pas dépasser les limites spécifiée
la/spélification particuliére.

smpte tenu

la CEI,
1E}

S par
uliére

inés
mes aux

ment de
tel que
métal-
e concer-

s dans

Soudabilité

Selon le paragraphe 4.15 de la Publication 384-1 de la CEI, c¢
des modalités suivantes:

Conditions d'essai

Une des méthodes du bain d'alliage de la Publication 384-1 de
paragraphe 4.15.3, prescrite dans la spécification particulié
étre utilisée.

Examen, mesures et exigences finals

Le condensateur chipse doit ensuite étre examiné visuellement
conditions normales d'éclairage et avec un grossissement de 1

Il ne doit pas y avoir de signe de détérioration.

ompte tenu

la CEI,
re, doit

dans des
0 environ.
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